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Тема дисертації:
1. Розсіяння Х-променів шаруватими періодичними структурами та діагностика їх параметрів

2. Х-Rays scattering by layered periodical structure and diagnostic of their parameters

Реферат:
1. Дисертація присвячена розробці експериментальних методів дослідження параме-трів багатошарових
планарних структур, розрахунку основних структурних властивос-тей плівок із спектрів відбиття Х-променів
з використанням квазізаборонених рефлек-сів (КЗР) в бреггівській геометрії дифракції. Застосовуючи
напівкінематичне наближення теорії розсіювання Х-променів при розрахунках кривих дифракційного
відбиття (КДВ) показано, що в короткоперіодних надгратках (НГ) зміна співвідношення інтенсивностей
сателітів, розташованих з боку менших і більших кутів від нульового сателіта, залежать як від ступеня
структурної до-сконалості (фактора Дебая-Валлера, параметра ближнього порядку), так і від рівня пружної
деформації окремих шарів. Зазначений факт викликаний нерівноцінними фа-зовими змінами в
структурному множнику кожного з реальних шарів. Встановлено, що для адекватного опису КДВ від
багатошарових структур необ-хідне врахуванням якомога більшого числа дифракційних параметрів,
особливо в коро-ткоперіодних надгратках далеко від кута точного бреггівського положення. Обґрунтовано



та апробовано нові експериментальні методи з використанням КЗР для отримання параметрів структур і
композиційного розподілу в шарах НГ. При цьому вперше, встановлена можливість розділення внесків у
відбивну здатність кожного з шарів структури окремо, висока чутливість КЗР до складу твердих розчинів
субшарів, а також чутливість сателітів НГ до дефектної структури того або іншого шару.

2. Dissertation is devoted to the development of experimental methods of planar multi-layered structures
characterization, calculation of basic structural properties of the films from the reflection spectra of X-Rays with
the use of the quasi-forbidden reflection (QFR). With the use of the semi-kinematics approximation of dispersion
Х-rays theory at the calculations of rocking curves (RC), it is shown that in short-period superlattices (SL) change
of intensities correlation of the satellites located from the side of less and greater corners from a zero satellite,
depends both on the degree of structural perfection (factor of Debye-Waller, short-range parameter) and from the
level of strain deformation of separate layers. The noted fact is caused by the unequivalent phases changes in the
structural multiplier of each of the real layers. It is established that for adequate description of RC from multi-
layered structures it is necessary to take into account as possible greater number of diffractions parameters as
possi-ble, especially in short-period superlattices far from the corner of exact Bragg position. New experimental
methods with the use of QFR for the determination of parameters of structures and composition division in the
layers of SL were substantiated and verified.
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